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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DETERMINATION OF CERTAIN SUBSTANCES
IN ELECTROTECHNICAL PRODUCTS -

Part 2: Disassembly, disjointment and mechanical sample preparation

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for s
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The obj
international co-operation on all questions concerning standardization in the elegif
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Stan
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; a
in the subject dealt with may participate in this preparatory work.
governmental organizations liaising with the IEC also participate in thi

agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matte
consensus of opinion on the relevant subjects since eac
interested IEC National Committees.

possible, an international
s representation from all

Independent certification bodies provide conformity
marks of conformity. IEC is not responsible for any

9) Attention is™drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IES shall ot be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62321-2 has been prepared by IEC technical committee 111:
Environmental standardization for electrical and electronic products and systems.

It has the status of a horizontal standard in accordance with IEC Guide 108.

The first edition of IEC 62321:2008 was a 'stand-alone' standard that included an introduction,
an overview of test methods, a mechanical sample preparation as well as various test method
clauses.

This first edition of IEC 62321-2 is a partial replacement of IEC 62321:2008, forming a
structural revision and generally replacing Clause 5 and incorporating IEC/PAS 62596:2009
[1]1 which will be withdrawn upon publication of IEC 62321-2.

1 Numbers in square brackets refer to the Bibliography.
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Future parts in the IEC 62321 series will gradually replace the corresponding clauses in
IEC 62321:2008. Until such time as all parts are published, however, IEC 62321:2008 remains
valid for those clauses not yet re-published as a separate part.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
111/301/FDIS 111/311/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Dire

¢ reconfirmed,
¢ withdrawn,

* replaced by a revised edition, or
*« amended.

IMPORTANT - The '

that it contaip
understandin

colour printer.

cover page of this publication indicates
nsidered to be useful for the correct

N
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INTRODUCTION

The widespread use of electrotechnical products has drawn increased attention to their impact
on the environment. In many countries this has resulted in the adaptation of regulations
affecting wastes, substances and energy use of electrotechnical products.

The use of certain substances (e.g. lead (Pb), cadmium (Cd) and polybrominated diphenyl
ethers (PBDESs)) in electrotechnical products, is a source of concern in current and proposed
regional legislation.

The purpose of the IEC 62321 series is therefore to provide test methods that will allow the
electrotechnical industry to determine the levels of certain substanges. of concern in
electrotechnical products on a consistent global basis.

WARNING - Persons using this International Standard should
laboratory practice. This standard does not purport to

regulatory conditions.

O
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DETERMINATION OF CERTAIN SUBSTANCES
IN ELECTROTECHNICAL PRODUCTS -

Part 2: Disassembly, disjointment and mechanical sample preparation

1 Scope

This part of IEC 62321 provides strategies of sampling along with the mechanlcal preparation
of samples from electrotechnical products, electronic assemblies and el components.
These samples can be used for analytical testing to determine s of certain

substances will vary between geographic regions and from ti
describes a generic process for obtaining and preparing samplezs
any substance which are under concern.

This standard does not provide:

- full guidance on each and every product that/ co

unrealistic to attempt to provide
component;

products (e.g. mergu taini i Ad the recycling industry (e.g. how to handle

CRTs or the sa See IEC 62554 [2] for the disjointment and
mechanial s i
the definition of a

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and
are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For
undated references, the Ilatest edition of the referenced document (including any
amendments) applies.

IEC 62321-1, Determination of certain substances in electrotechnical products — Part 1
Introduction and overview

IEC 62321-3-1, Determination of certain substances in electrotechnical products — Part 3-1:
Screening — Lead, mercury, cadmium, total chromium and total bromine using X-ray
fluorescence spectrometry
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IEC 62321-3-2, Determination of certain substances in electrotechnical products — Part 3-2:
Screening — Total bromine in polymers and electronics by combustion — lon chromatography
(C-IC)

IEC 62321-4, Determination of certain substances in electrotechnical products — Part 4:
Determination of mercury in polymers, metals and electronics by CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES
and ICP-MS

IEC 62321-5, Determination of certain substances in electrotechnical products — Part 5:
Determination of cadmium, lead and chromium in polymers and electronics and cadmium and
lead in metals by AAS, AFS, ICP-OES, ICP-AES and ICP-MS 2

@%
S
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DETERMINATION DE CERTAINES SUBSTANCES
DANS LES PRODUITS ELECTROTECHNIQUES -

Partie 2: Démontage, désassemblage
et préparation mécanique de I'échantillon

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation vdiale  de\\normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nati

domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres\act Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports technique € pé flcons qccessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEN). i V'confiée a des

comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéreg j té participer. Les
organisations mternatlonales gouvernementales et non gouvernel S it e , participent
également aux travaux La CEI collabore étroitement avec I' Or a

ationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
Jublications de la CEl dans leurs publications
Publications de la CEIl et toutes publications

sont en possession de la derniere édition de cette publication.

imputée a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

8) L'attention est atiirée syr les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatbire pour une application correcte de la présente publication.

g

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I’objet de droits de brevet. La CEI ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 62321-2 a été établie par le comité d'études 111 de la CEl:
Normalisation environnementale pour les produits et les systémes électriques et
électroniques.

Elle a le statut d’'une norme horizontale conformément au Guide 108 de la CEl.

La premiéere édition de la CEIl 62321:2008 était un document séparé qui comprenait une
introduction, une présentation des méthodes d'essai, une préparation mécanique
d'échantillon, ainsi que différentes articles sur des méthodes d'essai.
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Cette premiére édition de la CEl 62321-2 remplace en partie la CEl 62321:2008, faisant une
révision structurelle et remplagant, en général, I'Article 5 et incorporant la CEI/PAS
62596:2009 [1]1 qui sera retirée lors de la publication de la CEl 62321-2.

Les futures parties de la série CEl 62321 remplaceront, au feu et a mesure les articles
correspondant de la CEI 62321:2008. Cependant, et jusqu'au moment ou toutes les parties
sont publiées, la CEl 62321:2008 reste valable pour les articles pas encore publiées en tant
que nouvelle partie.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
111/301/FDIS 111/311/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne tou
abouti a I'approbation de cette norme.

te ayant

* reconduite,
* supprimée,
* remplacée p
*+ amendée.

1 Les chiffres entre crochets se référent a la Bibliographie.
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INTRODUCTION

L'utilisation répandue des produits électrotechniques a accrue |'attention portée a leur impact
sur l'environnement. Ce qui a entrainé dans de nombreux pays l'adaptation de la
réglementation relative aux déchets, aux substances et a la consommation d'énergie des
produits électrotechniques.

L'utilisation de certaines substances (par exemple le plomb (Pb), le cadmium (Cd) et
polybromodiphényléthers (PBDE)) dans les produits électrotechniques, est une source de
préoccupation dans la Iégislation régionale actuelle ou proposée.

Le but de la série CEIl 62321 est donc de fournir des méthodes d'essai i permettent a
I'industrie électrotechnique de déterminer les concentrations de c¢ertai substances
préoccupantes dans les produits électrotechniques, sur une base globa >

AVERTISSEMENT — Il convient que les personnes utjlisa présente/ Norme
norme n’a pas pour but de traiter tous les problémes de.séxgurité, s i€u, associés
a son utilisation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur~de déterminer les pratiques

de sécurité et de santé appropriées et d'ass a davec toutes les
dispositions de la réglementation nationale.

O
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DETERMINATION DE CERTAINES SUBSTANCES
DANS LES PRODUITS ELECTROTECHNIQUES -

Partie 2: Démontage, désassemblage
et préparation mécanique de I'échantillon

1 Domaine d’application

général permettant d'obtenir et de préparer des écha
substance posant probleme.

Cette norme ne fournit pas:

— des directives compléetes sur chac étre tonsidéré comme matériel
électrotechnique. Puisqu'il exi diversité de composants
électrotechniques, avec diverses , ainsi que les innovations

continues de l'industrie, il est irréaliste de de fournir des procédures pour le

— des directives conc d'autres perigpettant de recueillir des informations
supplémentaires sur [ S

norme internati
— des instructi
produits électrote

I'industrie du

- lad
— des procé d'8¢hantillonnage pour le conditionnement et les matériaux de
conditionne ;

— les procédures analytiques permettant de mesurer les niveaux de certaines substances.
Ceci est couvert par d'autres normes (par exemple d'autres parties de la CEl 62321) qui
sont appelées « normes d'essai » dans la présente norme;

— les directives d'évaluation de la conformité.

NOTE D'autres directives relatives aux procédures d'évaluation sont données dans la IEC/TR 62476 [3].
2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de maniére normative, en intégralité ou en
partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les
références datées, seule I'édition citée s’applique. Pour les références non datées, la
derniére édition du document de référence s’appliqgue (y compris les éventuels
amendements).
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